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ABSTRACT

Abbiamo collaborato con Argonne National Laboratarory  (USA) per il  progetto, la realizzazione e la prova di  un sistema di posizionamento a circuito chiuso, con passi di movimento di   1- Angstrom  e corsa di 50 millimetri controllato da un laser Doppler con risoluzione sub-nanometrica ed eccezionale stabilità .  La stabilità  congiuntamente con l’elevata velocità di misura  ha permesso la realizzazione di un moltiplicatore di risoluzione ottico che ha portato la risoluzione  a 3 decimi di angstrom ma con una possibilità di movimento di avvicinamento molto elevata per corse estese rispetto alla scala del microposizionamento.  Il laser Doppler è un interferometro di nuova generazione che coniuga le tecnologie laser tradizionali dell’interferometro a modulazione di frequenza con la tecnica laser Doppler.

La nuova frontiera della tecnica chiamata nanotecnologia necessita di trasduttori ed attuatori che siano allo stesso tempo di elevate prestazioni e di costo ragionevolmente basso.  Con il laser Doppler LDS di Optodyne ed il moltiplicatore di passo a riflessioni multiple, è possibile la realizzazione di sistemi di posizionamento a circuito chiuso con risoluzione molto elevata  e dimensioni contenute, in modo da poter realizzare sistemi di tipo industriale per la finalizzazione di processi produttivi.

In questa presentazione verrà illustrato   la teoria  del Laser Doppler Displacement Meter, la sua implementazione pratica, la descrizione del moltiplicatore ottico multi-passo.  Il concetto del sistema di riduzione meccanica lineare ‘ High stiffness weak- link  per la generazione del movimento sub-micrometrico utilizzando un attuatore Piezoelettrico.

Verranno illustrati  i risultati delle prove del sistema a due assi utilizzando gli attuatori descritti .  Verranno anche descritte possibilità di utilizzo delle tecniche di misura descritte per sistemi di prestazioni ridotte ma di costo molto accessibile adatti ad applicazioni industriali di elevate prestazioni ma con costi necessariamente competitivi.

